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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１８１１５：２００１《表面化学分析———词汇》。

本标准的附录Ａ是资料性附录。

本标准由全国微束标准化技术委员会提出。

本标准由全国微束标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３８）归口。

本标准负责起草单位：北京大学、清华大学。

本标准主要起草人：黄惠忠、曹立礼。
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引　　言

　　表面化学分析是一个重要的领域，涉及来自不同领域和有不同背景人们间的相互交流。从事表面

化学分析的人们可能是材料科学家、化学家或物理学家，具有从事实验或理论研究的背景。使用表面化

学数据的人们不仅仅是上述人员，也可以是其他学科的人员。

用现有的表面化学分析技术，可以获得来自接近于表面区域（一般在２０ｎｍ内）的成分信息。随着

表面层的去除，用该技术可得到成分深度信息。本标准中包含表面分析技术的范畴，已从电子能谱和

质谱扩展到光谱和Ｘ射线分析。上述技术的概念源自核物理和辐射科学以至物理化学和光学等广泛

领域。

广泛的学术领域和不同国家独特的用法导致了对专用词汇不同的解释，从而会用不同的词汇描述

相同的概念。为了避免由此产生的误解和便于信息的交流，有必要明确概念，采用正确的词汇以确定其

定义。
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表面化学分析　词汇

１　范围

本标准定义的词汇适用于表面化学分析。

２　缩略语

ＡＥＳ Ａｕｇｅｒｅｌｅｃｔｒｏｎｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ 俄歇电子能谱

ＣＤＰ ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎａｌｄｅｐｔｈｐｒｏｆｉｌｅ 成分深度剖析

ＣＭＡ ｃｙｌｉｎｄｒｉｃａｌｍｉｒｒｏｒａｎａｌｙｓｅｒ 筒镜型能量分析器

ｅＶ ｅｌｅｃｔｒｏｎｖｏｌｔ 电子伏

ＥＥＬＳ ｅｌｅｔｒｏｎｅｎｅｒｇｙｌｏｓｓｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ 电子能量损失谱

ＥＩＡ ｅｎｅｒｇｅｔｉｃｉｏｎａｎａｌｙｓｉｓ 荷能离子分析

ＥＰＭＡ ｅｌｅｃｔｒｏｎｐｒｏｂｅｍｉｃｒｏａｎａｌｙｓｉｓ 电子探针显微分析

ＥＳＣＡ ｅｌｅｃｔｒｏｎｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙｆｏｒｃｈｅｍｉｃａｌａｎａｌｙｓｉｓ 化学分析用电子能谱

ＦＡＢＭＳ ｆａｓｔａｔｏｍｂｏｍｂａｒｄｍｅｎｔｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ 快原子轰击质谱

ＦＷＨＭ ｆｕｌｌｗｉｄｔｈａｔｈａｌｆｍａｘｉｍｕｍ 半高峰宽

ＧＤＳ ｇｌｏｗｄｉｓｃｈａｒｇｅｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ 辉光放电谱

ＧＤＯＥＳ ｇｌｏｗｄｉｓｃｈａｒｇｅｏｐｔｉｃａｌｅｍｉｓｓｉｏｎｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ 辉光放电发射光谱

ＧＤＭＳ ｇｌｏｗｄｉｓｃｈａｒｇｅｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ 辉光放电质谱

ＨＥＩＳＳ ｈｉｇｈｅｎｅｒｇｙｉｏｎｓｃａｔｔｅｒｉｎｇｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ 高能离子散射谱

ＨＳＡ ｈｅｍｉｓｐｈｅｒｉｃａｌｓｅｃｔｏｒａｎａｌｙｓｅｒ 半球型能量分析器

ＩＢＡ ｉｏｎｂｅａｍａｎａｌｙｓｉｓ 离子束分析

ＬＥＩＳＳ ｌｏｗｅｎｅｒｇｙｉｏｎｓｃａｔｔｅｒｉｎｇｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ 低能离子散射谱

ＭＥＩＳＳ ｍｅｄｉｕｍｅｎｅｒｇｙｉｏｎｓｃａｔｔｅｒｉｎｇｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ 中能离子散射谱

ＰＴＰ ｐｅａｋｔｏｐｅａｋ 峰峰值

ＲＢＳ Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ 卢瑟福背散射谱

ＲＦＡ ｒｅｔａｒｄｉｎｇｆｉｅｌｄａｎａｌｙｓｅｒ 减速场分析器

ＳＡＭ ｓｃａｎｎｉｎｇＡｕｇｅｒｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ 扫描俄歇显微镜

ＳＤＰ ｓｐｕｔｔｅｒｄｅｐｔｈｐｒｏｆｉｌｅ 溅射深度剖析

ＳＥＭ ｓｃａｎｎｉｎｇｅｌｅｃｔｒｏｎｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ 扫描电子显微镜

ＳＩＭＳ ｓｅｃｏｎｄａｒｙｉｏｎｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ 二次离子质谱

ＳＮＭＳ ｓｐｕｔｔｅｒｅｄｎｅｕｔｒａｌｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ 溅射中性粒子质谱

ＳＳＡ ｓｐｈｅｒｉｃａｌｓｅｃｔｏｒａｎａｌｙｓｅｒ 球扇型能量分析器

ＴＯＦ或ＴｏＦ ｔｉｍｅｏｆｆｌｉｇｈｔ 飞行时间

ＴＸＲＦ ｔｏｔａｌｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎＸｒａｙｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ 全反射Ｘ射线荧光光谱

ＵＰＳ ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ 紫外光电子能谱

ＸＰＳ Ｘｒａｙｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ Ｘ射线光电子能谱
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